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摘 要

本論文完全只是回顧與整理既有的可程式化邏輯陣列(FPGA)內部連結線路(interconnect)及可結構化邏輯方塊(CLB)陣列的測

試技術及錯誤診斷技術，我們期望未來能針對這些技術有任何的改善或貢獻。 在CLB陣列測試方面，AND/OR-tree測試

法是可以檢測到多個錯誤的CLB且具有C-testable的特性[5]，又可減少所需I/O block的個數；故在本文中，我們以Xilinx

Spartan FPGA內部CLB架構為例，以S-A-0(1)的錯誤模型，說明如何利用Y. Zorian提出的測試策略對單一CLB產生最少的測

試組態及測試信號[13]，並用AND/OR-tree的測試方法來比較及傳遞輸出信號。 在CLB錯誤診斷方面，我們利用多組水平

及垂直的MAJ-tree來做交叉組態[7,9]，可找出任何單一錯誤CLB的位置以及在多個錯誤CLB的假設下，可找出所有可能錯

誤CLB的位置，再對有可能錯誤的CLB作Naive測試[5]，即可找出所有多個錯誤CLB的位置。 就interconnect的測試及錯誤

診斷方面，我們介紹Y. Zorian提出的測試組態[17]，及Yinlei Yu提出的錯誤診斷方法[22]來說明如何測試及診斷開關矩陣所

構成的二維陣列。
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